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Objetivos

Apresentacdo introdutéria das técnicas de andlise microestrutural de materiais. Apresentacao das
técnicas e equipamentos necessarios para a analise microestrutural. Selecdo adequada das técnicas
experimentais. Apresentacdo das técnicas adequadas de preparacdo de amostras. Verificacdo dos
custos envolvidos nas técnicas de caracterizacdao microestrutural.

Docente(s) Responsavel(eis)
6495737 - Durval Rodrigues Junior
1643715 - Paulo Atsushi Suzuki

Programa resumido

A Microestrutura dos Materiais. Difratometria de raios X. Analise Microestrutural utilizando Luz
Sincrotron. Microscopia Optica. Microscopia Eletronica. Microscopia de Tunelamento e de Forca
Atbémica. Analise Quimica de Microrregides. Andlises Térmicas. Fluorescéncia de raios X.
Técnicas Indiretas de Analise de Microestrutura. Selecdo de Técnicas Experimentais.

Programa

1. A Microestrutura dos Materiais. 2. Difratometria de raios X. 3. Analise Microestrutural
utilizando Luz Sincrotron. 4. Microscopia Optica. 5. Microscopia Eletronica. 6. Microscopia de
Tunelamento e de Forca Atomica. 7. Analise Quimica de Microrregides. 8. Analises Térmicas. 9.
Fluorescéncia de raios X. 10. Técnicas Indiretas de Andalise de Microestrutura. 11. Selecdo de
Técnicas Experimentais.

Avaliacao

Método: Aplicacdo de duas avaliacGes escritas (Avall e Aval2) e entrega de relatérios sobre as
atividades experimentais. As avaliacOes e relatdrios dividirdo o periodo letivo em dois bimestres.
Duas notas (P1 e P2), sendo uma em cada bimestre, serdo calculadas como Pn = 0,80 x Avaln +
0,20 x (média aritmética dos relatérios do bimestre).

Critério: A Nota Final (NF) do semestre, chamada de primeira avaliacdo, sera a média aritmética
das notas P1 e P2.

Norma de recuperacao: Aplicacdo de prova escrita dentro do prazo regimental antes do inicio
do préoximo semestre letivo. A nota da segunda avaliacdo serd a média aritmética entre a nota da
prova de recuperacgdo e a nota final do semestre (primeira avaliagdo).
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